E — Charakteristika studijniho predmétu

Nazev studijniho predmétu Metody charakterizace nanomateriall 1

Typ predmétu povinny dopor. rocnik / semestr |2/2
Rozsah studijniho predmétu 2+2 | hod. za tyden |4 krediti 16

Jiny zpiisob vyjadieni rozsahu

Zpisob zakondeni zkouska | Forma vyuky | prednaska, cvideni
DalSi pozadavky na studenta

Vyucujici | RNDr. Véra Vodickova, Ph.D. + dalii vyudujici z Katedry materiala

Strucna anotace predmétu |

1. Technologické zkousky. Principy vybranych metod. Zkousky tribologickych vlastnosti. Zkousky adheze. Zkousky
tvrdosti pro oblasti o mikro- a nano-rozmérech.

2. Elektronova mikroskopie. Interakce primarniho elektronového svazku s pevnou latkou, mechanismy rozptylu, emise
elektrond ze vzorku. Principy rastrovaci elektronové mikroskopie (REM), vznik obrazu. Vyuziti REM.

3.Transmisni elektronova mikroskopie(TEM), princip, vznik kontrastu. Vyuziti TEM. Elektronova difrakce.

4. Mikroskopie rastrujici sondy (SPM). Vseobecny princip, rozdéleni metod podle druhu interakce (AFM,...).
Tunelova mikroskopie — princip a vyuZiti, spojeni s REM.

5. Metody analyzy povrchu. Nejbéznéjsi metody — AES, SIMS, LEED, XPS, APS. Princip Augerovy elektronové
spektroskopie.

6. Metody chemické analyzy. Principy optické emisni spektroskopie, kvantometry.
7. Specialni metody chemické analyzy — laserova emisni analyza, GDOES.
8. Elektronova mikroanalyza. Principy metody, energiové disperzni analyza (EDAX). Vyuziti.

9. Strukturni rentgenografie. Vznik a vlastnosti rtg. zafeni, interakce rtg. zafeni s pevnou latkou. Difrakce na
krystalové mfizce — Laueho rovnice, Ewaldova konstrukce.

10. Zaklady kinematické teorie difrakce — atom jako rozptylové centrum. Vyhasinani difrakci, strukturni faktor.

11. Metody rtg strukturni analyzy pro monokrystaly a polykrystaly. Rtg fazova analyza, difraktometry.
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